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i analyzu signalti akustické emise do
netradicnich oblasti

CeSi rozsi

Praha 12. 3.2020

Vyzkumnici z Univerzity Palackého v Olomouci a Zemédélského druzstva Rpety pracuji
na projektu, ktery se zaméiuje na vyuziti akustickych emisi pri zjiStovani poruch
materialu. Tato technologie umozni zjistit sebemensi poskozeni ¢i podpovrchové trhliny
Setrnym, neinvazivnim zpisobem i u téch nejslabsich materialii. Odbornici se zamérili
na nanokompozitni i nanostrukturované materialy, tenké vrstvy a mikro-objekty.
Projekt je financovan Technologickou agenturou Ceské republiky z Programu EPSILON
a jeho dokonceni je planované na rok 2021.

Akusticka emise (AE) je jev, pri kterém generované akustické signaly umoziuji detekovat
vznikajici poruSovani nebo jiné strukturni zmény v materidlu. Neinvazivné se tak odhali
podpovrchové trhliny ¢i jind poskozeni v priibéhu statickych nebo dynamickych mechanickych
zkousSek. V dnesni dobé ovSem neexistuje univerzalni a dostatecné citlivé zarizeni schopné
detekovat AE v priibéhu lokalnich testli v nano/mikro oblasti. Vysledkem tohoto projektu bude
soubor zarizeni, technik a metod, které umozni detekci AE i v této citlivé oblasti.

,Vyzkum a vyvoj nové generace méricich zesilovacii a vyhodnoceni na bdzi umélé inteligence
umozni zcela novy pristup hodnocent testii mechanické stability povrchii na rozmezi nano-mikro
a detekci kritickych poskozeni jinymi zpiisoby nedetekovatelnymi,“ vysvétli Radim Ctvrtlik
z Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt je zcela zasadni ve vSech oblastech vyuZzivajicich
tenké vrstvy a povlaky, stejné jako jakékoliv modifikované funkcni povrchy, a to jak v priimyslu,
tak v akademické sfére. ,V tomto kontextu je treba si uvédomit, Ze mechanickd stabilita povrchu
a pochopeni jeho deformacni odezvy jsou kritické pro prakticky jakoukoli jeho aplikaci a dlouhou
Zivotnost. Toto plati bez ohledu na to, jestli se jednd o optické tenké vrstvy, hybridni tenkovrstvé
systémy pro vyrobu nebo uchovdni energie, ochranné povlaky reznych ndstrojii nebo povrch
iontové tvrzeného skla nasich mobilnich telefonii,“ dodal Radim Ctvrtlik.

»Tenkd vrstva je materidl o tloustce maximdlné nékolik mikrometri, coZ je napriklad méné md
lidsky vlas. Napriklad diamantové vrstvy se nandseji na ndstroje s cilem nékolikandsobné zvysit
jejich Zivotnost,“ vysvétlil Petr Konvalinka, piedseda TA CR. ,,Nanokompozitni materidly se stdle
Castéji uplatriuji ve vyrobé télnich implantdti, zatimco nanostrukturované materidly se nachdzeji
hlavné v elektrotechnickém priimyslu pri vyrobé mikrocipt,“ dodal.
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Stiedisko technické diagnostiky DAKEL, které spada pod Univerzitu Palackého v Olomouci, se
dlouhodobé zaméruje na aplikaci metody akustické emise pro velké energetické celky, a to
zejména pro jaderné elektrarny. ,Aplikace této metody v mikro a nano oblasti pro nds byla velmi
zajimavd. Povedlo se ndm zdokonalit nase pristroje tak, Ze jsou schopny zachytit odezvy jevii
studovanych pri nano ¢i mikro mechanickych zkouskdch a tim casto i pochopit déje v makro
oblasti,” upozornil Petr Abrham ze Zemédélského druZstva Rpety, které na projektu
spolupracovalo. Jednou z nejvétSich vyzev pro vyzkumniky bylo sniZeni Sumu tak, aby bylo
mozné detekovat i nejslabsi signdly. ,Nyni maji nase aparatury vyrazné niZsi Sum nez
srovnatelné zahranicéni aparatury. Diky tomuto projektu vyzkumu a vyvoje se ndm podarilo
posunout nase know how opét o kousek ddle, " uvedl.
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Princip AE metody: Vzorek se prepevni na specialné vyvinuty drzak se zabudovanym piedzesilovacem.
Signaly akustické emise generované v pribéhu nano/mikro-mechanickych/tribologickych testd se
nasledné vyhodnocuji v casové i frekvencni oblasti (nové také s vyuzitim umélé inteligence.)

Kontakt:
e Mgr. Radim Ctvrtlik, Ph.D. (Spole¢na laboratot Optiky UP a FZU AV CR, Univerzita Palackého

v Olomouci), E: radim.ctvrtlik@upol.cz, T: 585 631 573
e Ing. Ivana Drabkova (tiskova mluvéi, TA CR), E: drabkova@tacr.cz, T: 777 016 525
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